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Способ определения квантового выхода ионов металла в светочувствительной системе полупроводник-металл
Назначение

Предназначен для определения квантового выхода частиц металла в светочувствительной системе полупроводник-металл.
Характеристика
Способ заключается в последовательном нанесении термическим вакуумным напылением через трафарет на диэлектрическую подложку слоя металла в виде полоски-змейки толщиной 200 нм и более, слоя полупроводника. Происходит также экспонирование ультрафиолетовым или видимым светом, измерение световой энергии, поглощенной системой, определение изменения сопротивления металлического слоя под действием облучения, обусловленного диффузией ионов металла в полупроводник.
                                    
 Преимущества
· высокая точность измерений;

· простота измерения сопротивления;

· оперативная обработка результатов;

· экономия временных и энергетических затрат.
   Применение

   Фотолитография, оптотехника фотокадов и систем полупроводник-металл.
Формы сотрудничества                                                                                         

Заключение лицензионных договоров.

Защита НТП

Патент № 14091 от 2010.11.25.
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!




                                                                                                                                                                     


                            


























